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Aplicaciones de espectroscopia de pérdida de energia de electrones en un
microscopio electrénico de transmisién.

En enero de 2019 se instald un espectrémetro GIF Quantum ER en el microscopio electrénico
de transmisién Tecnai F20 en el Centro Atédmico Bariloche, CNEA. Este espectrémetro
permite obtener espectros de pérdida de energia de los electrones (EELS) a partir de la
interaccidn del haz de electrones con la muestra y también imagenes filtradas en energia
(EFTEM). Se presentardn ejemplos de aplicaciones de EELS y EFTEM que se ilustran en la
figura 1.

Figura 1. a) Patrén de difraccién de haz convergente en condicién de dos haces en una
muestra de Al, formado por electrones que sufrieron una pérdida de energia menor a 5 eV
(EFTEM de pérdida “cero”). Se muestra el perfil de intensidad en el haz difractado 111, a
partir del cual se puede obtener el espesor local de la |dmina y la longitud de extincién con
muy alta precisién (1%). b) Mapa de espesores (t/A) de una muestra FIB de una multicapa
crecida sobre soporte de Si donde A es el camino libre medio, en cada capa, para la
excitacién de plasmones. c¢) Espectro EELS de alta perdida de energia correspondiente al
borde L de Ge obtenido en una multicapa Si/Si-20%Ge. Se detalla el ajuste del fondo,
sustraido para obtener la imagen EFTEM. d) Imagen EFTEM correspondiente al borde de
absorcién del Ge L en la multicapa Si/Si-20%Ge. Se muestra el perfil de intensidad a lo
largo de la linea indicada en la imagen. Las capas de Si y Si-20% Ge son de 11 nm de
ancho.
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